出差报告

出差人：  吴跃庭
出差时间：2017年12月10日到12月16日
出差地点： 深圳
出差内容： 爱立信技术交流，华为晶振问题分析以及交流

工作日程
· 12月10日傍晚到深圳；
· 6月11日上午乘邱总车到松山湖 ：

· 6月11日与中试周文、研发赵伟讨论，研究华为晶振存储测试问题。就近一段时间 011F-1804晶振的一系列试验结果进行分析和研究。初步结论如下： 
1， 我们的测试结果与华为测试结果基本相近，说明华为测试结果可信；
2， 整理出年老化数据能说服华为，即使老化曲线不收敛按日老化率推算也能满足10年小于5PPM要求，在使用上没有风险；
3， 解释高温存储试验用于可靠性寿命试验评估失效率是合理的，但用于老化率评估还需进行理论研究和一系列试验；
4， 后续我们内部还需进行某些试验找出011F-1804高温存储老化率偏高以及不收敛的根因；
· 6月12日与JIM交流研发、生产、交付个阶段的可靠性试验项目以及应力和方法等一系列有关可靠性测试的问题，并建议规格书中有关可靠性要求都需进行可靠性测试，如果公司没有条件可到外部测试（例如中兴我有很熟悉的同事）；
· 6月13日~6月14日参加爱立信审核。并与胡海鹏交流可靠性设计问题，与陈亮交流相噪的测试方法以及现场复测了他们带来的样品其结果符合规格书要求。14日下午与邱总、胡海鹏和陈亮交流5G时钟标准问题。他们表示乐意与大普合作对5G时钟方案进行合作研究并申报项目该爱立信总部；
· 6月15日与刘总、赵伟、周文等去华为交流011F-1804高温存储老化率问题。用一系列测试数据说明011F-1804晶振的可靠性以及性能指标的一致性，并解释高温存储试验用于可靠性寿命试验评估失效率是合理的，但用于老化率评估还需进行理论研究和一系列试验。还重点说明该款晶振在85度工作环境温度下，老化率虽然不收敛但按年老化实测数据推算10年可以满足小于5PPM。对于使用没有风险。华为夏工基本认同我们的解释，并透露目前华为OC供货资源较少，希望大普能提供其他型号的OC进行测试。
· 6月16日下午回南京。

